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SEMINAR

Eine praxisnahe Einflihrung
in die Oberflachen-

und Materialanalyse

Fokus auf Analyse von Elektronikbauteilen
und Baugruppen

Empa, Dibendorf, Uberlandstrasse 129
Donnerstag, 4. Mai 2017, 9.00-17.15 Uhr

Online-Anmeldung unter
www.empa-akademie.ch/materialanalyse



THEMATIK

Die Oberflaichen- und Materialanalyse sind wichtige
Instrumente bei Produktionsiiberwachung und Aus-
falluntersuchungen von elektronischen Bauteilen und
Baugruppen. Zur Analyse einer Fragestellung steht
oftmals eine Vielzahl an Methoden zur Verfiigung, die
sich hinsichtlich Informationsgehalt, Aufwand und
Analysekosten teilweise dramatisch unterscheiden. Die
Wahl des geeigneten Analyseverfahrens fiir eine gege-
bene Fragestellung ist auch fiir Fehleranalyse-Fachleu-
te mitunter nicht trivial und kann bei Fehlentscheiden
die Aussage der Gesamtanalyse verfdlschen. Im Rah-
men dieser Veranstaltung sollen wichtige Schliissel-
techniken der Oberflichen- und Materialanalytik vor-
gestellt, sowie deren Applikationen skizziert werden.

ZIELPUBLIKUM

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende der Quali-
tatssicherung und Fehleranalyse-Fachleute sowie an
Mitarbeitende aus der Produktion und Entwicklung,
welche hdufig mit analytischen Fragestellungen kon-
frontiert sind oder deren Resultate interpretieren
miissen.
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Begriissung und Einfiihrung
Michael Stiefel und Peter Jacob

Eine praxisnahe Einfiihrung in die Oberfldchenphysik
Christina Pecnik

Qualitative Analyse mittels Rontgenfluoreszenz-
spektrometrie (XRF)
Peter Lienemann

Kaffeepause

Funktion und Applikationen der Energiedispersiven
Rontgenstrahlanalyse (EDS) am REM/TEM
Michael Stiefel

Lokale Oberflachenanalytik im Nanometer-Bereich
(XPS/AES)
Roland Hauert

Time-of-flight secondary ion mass spectrometry
introduction & application
Olivier Scholder

Mittagessen

Detection and identification of organic surface
contaminants by IR spectroscopy and complementary
methods

Peter Miihlschlegel

Quantitative Analyse mittels Atomemissionsspektrometrie

Peter Lienemann

Unraveling surface composition illuminated
from different perspectives
Samuele Tosatti

Kaffeepause

Einflisse von Schadgasen und Verunreinigungen —
Korrosion, Analytik und Priifung
Markus Faller

Anwendung der spektroskopischen Ellipsometrie
Erwin Hack

Guidelines fiir eine erfolgreiche Materialanalyse
Michael Stiefel

Ausblick/Diskussion und anschliessend Apéro
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